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Zakres akredytacji Nr AP 016

ZAKLAD KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

LABORATORIUM APARATURY POMIAROWEJ EMC

ul. Swojczycka 38, 51-501 Wroctaw

. . . . Niepewnos¢ Miejsce| .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Wielkosci elektryczne w.cz.
Analizatory zaburzen krétkotrwatych S Procedura wewnetrzna
W3
- doktadnos¢ ustawienia poziomu analizy w oparciu o
zaburzen 20 dB(uV) do 100 dB(uV) 0,5dB PN-EN 55016-1-1:2019-07
- czas trwania grupy zaburzen 100 ysdo 6s 2%
Cegi absorpcyjne MDS S Procedura wewnetrzna
IW5
- wspotczynnik cegdéw (clamp factor) - 25 dB(pW/uV) do 5 dB(pW/uV) 1,5dB w oparciu o
PN-EN 55016-1-3:2007
+ A1:2016-07
+ A2:2020-10
Cegi absorpcyjne CMAD 30 MHz do 1 GHz S Procedura wewnetrzna
w18
- wspoétczynnik odbicia (S11) 0do1 0,05 w oparciu o
- transmisja (S21) 0do1 0,05 PN-EN 55016-1-4:2019-04
+ A1:2021-03
+ A2:2024-01
Generatory EFT/B S Procedura wewnetrzna
w12
- czas trwania wigzki impulséw 0,5 ms do 100 ms 4% w oparciu o
- okres powtarzania wigzki impulséw 200 ms do 400 ms 4% PN-EN 61000-4-4:2013
- czas narostu impulsu 3 ns do 10 ms 5% 1ISO 7637-2:2011
- czas trwania impulsu 10nsdo5s 5% 1ISO 7637-3:2016
- warto$¢ szczytowa impulsu 0,1 kV do 8 kV 5%
- czestotliwo$¢ powtarzania impulséw w wigzce 3 kHz do 120 kHz 2%
Generatory ESD S Procedura wewnetrzna
W11
- napiecie probiercze impulsu 0,5 kV do 40 kV 4% w oparciu o
- warto$¢ szczytowa pradu roztadowania -165 A do 165 A 5% PN-EN 61000-4-2:2011
- prad roztadowania -104 A do 104 A 5% 1SO 10605:2023
- czas narostu impulsu roztadowania 0,4ns do5ns 6 %
Generatory przebiegu ztozonego S Procedura wewnetrzna
W13
- czas narostu impulsu dla napiecia obwodu w oparciu o
otwartego 0,5 us do 15 ps 6 % PN-EN 61000-4-5:2014
- czas trwania impulsu do pétszczytu + A1:2018-01
dla napiecia obwodu otwartego 20 us do 1000 us 5% PN-EN 61000-4-5:2010
- warto$¢ szczytowa napiecia dla obwodu
otwartego -6 kV do 6 kV 4%
- czas narostu impulsu dla pradu
w obwodzie zwartym 0,5 us do 20 us 4%
- czas trwania impulsu do pétszczytu
dla pradu w obwodzie zwartym 5 us do 500 ps 5%
- warto$¢ szczytowa pradu dla obwodu
zwartego -4 kA do 4 kA 6 %
Generator impulséw wzorcowych S Procedura wewnetrzna
W2
- czestotliwosé 1 Hz do 10 kHz 0,1 % w oparciu o
- powierzchnia impulsow pasmo A PN-EN 55016-1-1:2019-07
13,5 uVs 0,2 uyVs
pasmo B
0,316 pVs 0,02 pVs
pasmo C, D
0,044 pVs 0,002 pVs
- amplituda widmowa impulséw 20 dB(uV) do 80 dB(uV) 1,0dB

Wersja strony: A

Wydanie nr 20, 04.11.2025 r.

2/5



PCA

Zakres akredytacji Nr AP 016

. . . . Niepewnos¢ Miejsce| .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Wielkosci elektryczne w.cz.
Generatory ttumionych przebiegéow S Procedura wewnetrzna

oscylacyjnych

W16
w oparciu o

- czas narostu napiecia dla obwodu otwartego 3 ns do 100 ns 5% PN-EN 61000-4-18:2019-
- czestotliwos$¢ oscylacji napiecia dla obwodu 08
otwartego 0,080 MHz do 35 MHz 2%
- czestotliwo$¢ powtarzania przebiegu dla
obwodu otwartego 30 Hz do 6000 Hz 2%
- zanikanie przebiegu dla obwodu otwartego 0,1do1 4%
- czas trwania serii dla obwodu otwartego 4msdo5s 5%
- warto$¢ szczytowa napiecia dla obwodu
otwartego 0,2 kV do 5 kV 4%
- warto$¢ szczytowa pradu dla obwodu
zwartego 1A do100 A 6%
- zanikanie przebiegu dla obwodu zwartego 0,1do1 6 %
- czas trwania serii dla obwodu zwartego 1,5sdo5s 5%
- okres serii dla obwodu otwartego 200 ms do 400 ms 4%
- czas narostu pradu dla obwodu zwartego 30 ns do 400 ns 5%
- czestotliwo$¢ oscylacji dla obwodu zwartego 2 MHz do 40 MHz 2%
Generatory ttumionych przebiegow S Procedura wewnetrzna
sinusoidalnych IW15
w oparciu o
- czas narostu napiecia dla obwodu otwartego 0,3 us do 0,7 pus 5% PN-EN 61000-4-12:2017-
- czestotliwos$¢ oscylacji napiecia dla obwodu 12
otwartego 80 kHz do 120 kHz 2%
- opadanie dla obwodu otwartego 0,3do 1,1 4%
- warto$¢ szczytowa napiecia dla obwodu
otwartego 0,2 kV do 5 kV 4%
- czas narostu pradu dla obwodu zwartego 0,1 ys do 1,5 ps 5%
- warto$¢ szczytowa pradu dla obwodu
zwartego 7 A do400A 6 %
Generatory zanikéw i zapadow napiecia S Procedura wewnetrzna
W17
- napiecie wyjéciowe przy obwodzie rozwartym 20V do 600 V 4,0 % w oparciu o
- zdolno$¢ przewodzenia szczytowego pradu PN-EN 61000-4-11:2020-
rozruchu (Inrush) 200 A do 1000 A 6,5 % 1
- chwilowe szczytowe podwyzszenie/obnizenie
istniejacego napiecia przy obcigzeniu
generatora rezystancjg 100 Q -12'V do 600 V 4,0 %
- czas wzrostu opadania napigcia tr podczas
nagtej zmiany 1us do5ps 3,0 %
0,1sdo3s 3,0%
- przesunigcie fazowe zapadéw i przerw 0° do 360° 3,0 %
- sterowanie przechodzeniem przez punkt 0 -20° do 20° 3,0 %
Klamry elektromagnetyczne 9kHz do 1 GHz S Procedura wewnetrzna
W19
- impedancja charakterystyczna (S11) 10 Q do 600 Q 2Q w oparciu o
- wspotczynnik sprzezenia (S21) -30 dB do 10 dB 0,6 dB PN-EN 61000-4-6:2024-03
- wspotczynnik odsprzezenia -30 dB do 0 dB 0,6 dB
Mierniki mocy S Procedura wewnetrzna
w9
- doktadnos¢ wskazan mocy w funkc;ji 20 Hz do 40 GHz
Czestotliwosci -30 dB(mW) do 50 dB(mW) 0,5dB
Metoda bezposrednia
- doktadnos$¢ wskazan mocy w funkgiji 20 Hz do 40 GHz
poziomu mocy -30 dB(mW) do 50 dB(mW) 1dB
9 kHz do 6 GHz
- wspotczynnik fali stojgcej 1do5 0,05
Odbiorniki pomiarowe/mierniki zaburzen S Procedura wewnetrzna
radioelektrycznych W1
w oparciu o
- doktadnos$¢ czestotliwosci dostrojenia 10 Hz do 40 GHz 103 % PN-EN 55016-1-1:2010
- doktadno$¢ wskazan napigcia w.cz. 0 dB(pV) do 120 dB(uV) 0,5dB + A1:2011 + A2:2014
PN-EN 55016-1-1:2007
- odpowiedz na impulsy wzorcowe -25 dB do 40 dB 1,0 dB (dla detektora RMS)
- wspotczynnik fali stojacej 1do 5 0,05 PN-EN 55016-1-1:2019-07
- tumienie intermodulacji dla pasma B 10 dB do 50 dB 1,0 dB
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Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla '\g'z(?;ce Metoda pomiarowa
CMC i
Wielkosci elektryczne w.cz.
Sieci sztuczne 9 kHz do 300 MHz S Procedura wewnetrzna
w4
- modut impedancji 20Qdo 200 Q 3% w oparciu o
- kat impedanc;ji -15° do 90° 5° PN-EN 55016-1-2:2014
- wspofczynnik podziatu napigcia -10 dB do 20 dB 0,4 dB + A1:2018-03
- wspotczynnik odsprzezenia 10 dB do 110 dB 1,5dB
- wspotczynnik przestuchu 10 dB do 80 dB 1,5dB
Sondy napieciowe S Procedura wewnetrzna
w7
- ttumienno$¢ wirgceniowa 10 dB do 80 dB 0,5dB w oparciu o
PN-EN 55016-1-2:2014
+ A1:2018-03
Sondy pradowe S Procedura wewnetrzna
Iws
- admitancja przeniesienia -40 dB(S) do 80 dB(S) 1,0dB w oparciu o
PN-EN 55016-1-2:2014
+ A1:2018-03
PN-EN 61000-4-6:2024-03
Uktady CDN S Procedura wewnetrzna
W10
- modut impedancji 0 Q do 250 Q 5% w oparciu o
- kat fazowy -40° do 40° 3° PN-EN 55016-1-2:2014
+ A1:2018-03
PN-EN 55020:2012
+ A12:2016-04
Uktady pasywne S Procedura wewnetrzna
- ttumienie 20 Hz do 18 GHz IW14
0 dB do 80 dB, 0,3dB
Metoda posrednia
- wspofczynnik fali stojgcej 9 kHz do 18 GHz
1do 5 0,05
Wielkosci elektromagnetyczne
Anteny pomiarowe S,P Procedura wewnetrzna
IWé
- wspdiczynnik antenowy magnetyczny w oparciu o
(wspotczynnik kalibraciji) -50 dB(S/m) do 80 dB(S/m) 2,0dB PN-EN 55016-1-4:2019-04
- wspdiczynnik antenowy elektryczny + A1:2021-03
(wspotczynnik kalibraciji) -20 dB/m do 140 dB/m 2,0dB + A2:2024-01
ANSI-C63.5
SAE ARP 958
PN-EN 55016-1-6:2015-03
+A1:2017-07
+A2:2022-12

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia

ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzone;.

Wartos¢ niepewnosci pomiaru dla CMC wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng

i dotyczy procentowego udziatu w wartosci wielkosci mierzone;j.
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Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 016

Status zmian: wersja pierwotna — A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 04.11.2025 .
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